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Vorwort

Diese Norm ist vom Arbeitskreis “Teilchenanalytik” im Unterausschu NMP 221.3 “Priifung von ProzeBchemikalien fir die
Halbleitertechnologie” des NA Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. ausgearbeitet worden.
Eine entsprechende Norm der American Society for Testing and Materials (ASTM) gibt es bisher nicht.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe September 1988 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Norm redaktionell Oberarbeitet

Frithere Ausgaben
DIN 50452-1: 1988-09

3 Begriffe
3.1 TeilchengrdéBe

Die TeilchengréBe d nach dieser Norm ist die gréBte lineare
Ausdehnung, die ein Teilchen auf der Filteroberflache

1 Anwendungsbereich

Das Verfahren dient zur Bestimmung der Konzentration von
Teilchen in FlUssigkeiten durch mikroskopische Ausz&hlung
der auf einem Membranfilter abscheidbaren partikuldren Ver-

unreinigungen der Flussigkeiten. Der Anwendungsbereich ist
beschrankt auf TeilchengréfBen von 5 um und gréBer. Die
mikroskopische Teilchenbestimmung ist in den Féllen anzu-
wenden, in denen der Einsatz automatischer DurchfluB3-Parti-
kelzahler nicht mdéglich ist.
Die Anwendbarkeit auf TeilchengréBBen < 5 pm ist prinzipiell
méglich, muB jedoch von Fall zu Fall geprift werden.
ANMERKUNG: Ahnliche Verfahren fiir Teilchengro-
Ben <5um sind im Entwurf VDI2083 Blatt7
beschrieben. Diese sind jedoch weder in Ringver-
suchen gepruft noch auf Vergleichbarkeit mit anderen
Verfahren getestet.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeflihrt.
Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung einge-
arbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
VDI 2083 Blatt 1

Reinraumtechnik — Grundlagen, Definitionen und Fest-

legung der Reinheitsklassen
VDI 2083 Blatt 71)

Reinraumtechnik — Reinheit von ProzeBmedien

aufweist (siehe Bild 1). Die Teilchen werden in 5 Teilchen-
groBenintervallen gezahit: ab 5 bis 10 um, ab 10 bis 25 pm,
ab 25 bis 50 um, ab 50 bis 100 um und gréBer 100 pm. Teil-
chen groBer als 100 um mit einem Langen- zu Breitenver-
héltnis Gber 10:1 werden als Fasern bezeichnet.

Bild 1: Beispiele zur Definition der TeilchengréBe d

3.2 Effektive Filterfliche

Die effektive Filterflache A ist der Teil der Flache eines
Membranfilters, der beim Filtrationsvorgang mit Teilchen
beladen werden kann (siehe Bild 2).

1) z.Z. Entwurf
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Bild 2: Balkenkreuz als bevorzugte MeBfldche

3.3 MeBfléche

Die MeBflache A, ist der zur Teilchenzéhlung verwendete
Teil der effektiven Filterflache (siehe Bild 2).

ANMERKUNG: Als MeBflache ist das Balkenkreuz zu
bevorzugen, das beim Verschieben des Mikroskop-
tisches langs des Durchmessers der effektiven Filter-
flache sowohl in x- als auch in y-Richtung entsteht
(siehe Bild 2). Die Balkenbreite ist bestimmt durch die
Lange des FeinmeBokulars im mikroskopischen Bild.

3.4 Teilchenkonzentration

Die Teilchenkonzentration ¢, ist in jedem Teilchengrofen-
intervall x die Anzahl der je 100 ml Flissigkeit ermittelten
Teilchen.

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Ein bestimmtes Flussigkeitsvolumen wird durch ein Mem-
branfilter filtriert; die in dieser Probe enthaltenen Teilchen
scheiden sich auf der Filteroberflache ab. Die Teilchenanzahl
auf dem Membranfilter wird mit einem Mikroskop ermittelt.
Dazu werden die auf der MeBflache abgeschiedenen Teil-
chen entsprechend ihrer GroB3e, die anhand eines kalibrier-
ten FeinmeBokulars zu bestimmen ist, einem Teilchen-
groBenintervall zugeordnet und gezahlt.
ANMERKUNG: Andere Verfahren (z. B. Bildanalysen-
systeme) kénnen verwendet werden, wenn sicher-
gestellt ist, daB die damit erzielbaren Ergebnisse mit
denen des hier beschriebenen Verfahrens korrelie-
ren.

5 Geriéte
5.1 Reine Werkbénke
Zur Filtration der Probenfliissigkeit und zur Praparation der
Membranfilter ist eine reine Werkbank erforderlich. Die
mikroskopische Auswertung der Membranfilter erfolgt zweck-
maBigerweise in einer zweiten reinen Werkbank. Beide rei-
nen Werkbanke sollen eine laminare Luftstrdmung aufweisen
und den Anforderungen der Reinheitsklasse 3 nach
VDI 2083 Blatt 1 genitigen. Durch technische und/oder orga-
nisatorische MaBnahmen ist sicherzustellen, daB3 der
Arbeitsraum vor den reinen Werkbanken keine Teilchenkon-
tamination der Geréte verursacht.
ANMERKUNG: Die Reinheitsklasse 3 nach VDI 2083
Blatt 1 148t folgende Teilchenkonzentrationen zu:

4500 Teilchen mit TeilchengréBe d = 0,5 um je m® Luft
1000 Teilchen mit TeilchengréBe d = 1,0 um je m® Luft

5.2 Mikroskop
Das Mikroskop soll folgende Bestandteile aufweisen:

— Objektivrevolver mit Objektiven der VergréBerungen
5%, 10X, 20X;
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— Kreuztisch mit Verschiebebereichen von mindestens

50 mm in x- und y-Richtung;

— Binokulartubus (oder binokularer Fototubus) mit Oku-

laren der VergréBerung 10X;

— FeinmeBokular mit linearer Teilung (100 Teilstriche);

— Strichplatte mit /100 mm-Teilung;

— Kaltlichtquelle mit Schwanenhalslichtleiter (Beleuch-

tungsstarke auf der Filteroberflaiche >1 MLx);

— Handzahlgerat zur Registrierung der gemessenen Teil-

chen.
ANMERKUNG: Um eine optimale Ausleuchtung der
Filteroberflache zu erzielen, sollen die numerische
Apertur des Objektives und dessen freier Arbeitsab-
stand moglichst gro3 gewahlt werden.

Als Richtwerte fir die Objektive kénnen gelten:

VergréfBerung Numerische Freier Arbeits-
Apertur abstand

5% 0,09 12 mm

10X 0,18 8 mm
20X 0,35 1,4 mm

5.3 Filtrationsgerate und Materialien
Zur Filtration der Probenfitssigkeit und zur Préparation der
Membranfilter sind folgende Gerate erforderlich (siehe
Bild 3):
— Druckbehalter zur Aufnahme von mindestens 5 | Spul-
flissigkeit mit Filterjet-Spritzpistole (Membranfilter mit
max. 1 um Porenweite) zur Reinigung der Oberflache der
Geréte;
— Spulflussigkeit;
— Trichter, Oberteil mit geschliffener oder teflonisierter
Dichtflache, mindestens 300 ml Volumen,; die unterseitige
Offnung soll eine lichte Weite von etwa 35 mm haben;
— Unterteil mit geschliffener Dichtflache oder mit einer
Dichtflache aus PTFE, mit Frittenstiitzplatte;
— Federklammer;
— Sammelflasche, mindestens 11 Volumen, mit An-
schluBstutzen fir Vakuumpumpe;
— MeBbecher, 500 ml Volumen mit 10-ml-Teilung;

Anschluf3 zur
Vakuumpumpe

Sammelflasche

Bild 3: Filtrationsgerat (schematisch)
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